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AUGERELEKTRONEN-
SPEKTROSKOPIE (AES)

Die AES beruht auf der Anregung und
Emission von Auger-Elektronen durch einen
fein fokussierbaren Elektronenstrahl mit
Primarenergien von max. 20 keV. Sie liefert
Informationen Uber die elementare Zusam-
mensetzung von Festkorperoberflachen

mit einer Informationstiefe von bis zu 10
nm. Die Analyse ist nicht abtragend, halb-
guantitativ und erfasst alle Elemente auB3er
H und He. Die analysierbare Materialklasse
wird durch ihre Dosisvertraglichkeit fir Pri-
marelektronen und durch die erforderliche
Leitfahigkeit eingegrenzt. Mit Hilfe einer
Brucheinrichtung ist es maglich, frische
Bruchflachen von geeigneten Proben im Ul-
trahochvakuum (UHV) zu spektroskopieren.

Oberflachenspektroskopie Festkorperober-
flachen kénnen punktuell oder in frei
definierten Messflachen analysiert werden.
Die laterale Analysenauflésung betragt ca.
100 nm.

I Oberflachenabbildung

Neben Sekundarelektronenbildern lassen
sich durch Rastern des Primarelektro-
nenstrahls AE-Elementverteilungsbilder
(Maps) mit ca. 100 nm Lateralauflésung
registrieren.

I Tiefenprofilierung

Durch Inertgassputtern mit zugeordneter
AE-Spektroskopie kdnnen quantitative
Elementtiefenprofile bis in etwa einen
Mikrometer Tiefe aufgenommen und so die
oberflachennahe Topochemie einer Probe
bestimmt werden.

I Innere und duBere metallische Grenz-
flachen: Segregation, Kontamination,
Korrosion

I Halbleiteroberflachen: 3D-Struktur,
Partikelkontamination, Tiefenprofile

I Dnne oxidische oder metallische Filme:
Grenzflachenaufbau, elementare Struktur

I Bruchflachenanalyse: Segregation, Korn
grenzenversprédung, Ausscheidungen an
Korngrenzen



